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はじめに

現在半導体デバイスの受入れ検査や

品質保証検査では、多品種のデバイ

スについて評価するためにテスト時

間が非常に長くなってきています。

このため自動化によるテスト時間の

短縮が望まれています。また、これ

らのテストでは個人差や操作ミスが

生じる場合が多く、これらを排除し

て一貫性を保つことがテスト結果の

信頼性向上のための重要な要因と

なっています。

このアプリケーション・ノートでは

MOSFETの検査を例にして、Agilent

4155B/ 4156B 半導体パラメータ･ア

ナライザを用いて、従来の方法に比

べてより効率的な受入れ検査を行う

方法を示します。

現状

これまでの半導体デバイスの受入れ

検査では、次のような検査方法が一

般的でした。

デバイスの特性曲線を測定した後、

その一部が許容範囲内に入っている

か目視による判定を行う。

デバイスの特性曲線を測定した後、

手作業によりマーカを移動させ電流

/電圧値を読み取ったり、曲線上で

接線を引いてしきい値電圧などの主

要パラメータを抽出してその仕様値

と比較する。

または、上記の操作をコンピュータ

を使いプログラミングすることで、

パラメータ抽出から判定までを自動

で行う。

しかし目視や手作業の場合パラメー

タ抽出や合否の判定に時間がかかり、

しかも検査結果にはオペレータによ

り個人差が生じていました。このた

め検査の信頼性の向上やテスト時間

短縮のためには、熟練のオペレータ

に頼る傾向がありました。またコン

ピュータを使う場合には、測定のみ

ならずパラメータ抽出も含めたプロ

グラム作成および設定変更は、非常

に時間を要し煩わしいものでした。

したがってテスト･プログラム作成お

よび設定変更が容易で、かつ操作の簡

単な検査環境が必要とされています。

図 1．テスト・デバイス選択画面の例

図 2．合否判定試験画面の例

図 3．試験結果
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また検査後大量のデータを統計解析

する場合、パーソナル･コンピュータ

上で行うのが一般的ですが、従来の

検査環境ではコンピュータにデータ

を読み込むためにフォーマット変換

プログラムが必要でした。この変換

プログラムの作成は検査効率改善の

うえで問題となっています。

Agilent 4155B/4156Bによる

効果的な検査

Agilent 4155B/4156Bを用いれば、以

下の特長により自動化されかつ信頼

性の高い効果的な検査が実現できま

す。

自動解析機能*1により各種パラメー

タが自動抽出できます。このため従

来のようにマーカを移動させたり直

線を引く等の手作業が不要となり、

テスト時間が大幅に短縮でき、検査

結果についてもオペレータによる個

人差がまったく生じません。

フィル-イン-ザ-ブランク方式によ

り、対話形式で測定および自動解析

の設定が可能です。これらの設定

ファイルをフレキシブル･ディスク、

ネットワーク・ディスク、または内

部メモリに、あらかじめセーブして

おいて、HP Instrument BASICプロ

グラムから呼び出す形式で検査を行

いますので、従来のコンピュータを

用いた場合と比べテスト･プログラ

ムの作成および設定変更が非常に簡

単です。また外部コントローラを使

わずに１台で自動化された検査が行

えます。

Agilent 4155B/4156B内蔵の DOS互

換のフレキシブル･ディスク･ドライ

ブあるいは、ネットワーク・ディス

クを使うことにより、検査結果を容

易にASCII フォーマットでストアで

きます。このデータ･ファイルは

パーソナル･コンピュータ上で統計

解析用ソフト（Microsoft© Excelや

Lotus© 1-2-3©など）に直接読み込

めるので、検査結果のより複雑な統

計解析も容易にできます。

受入れ検査での自動合否判

定試験例

ここではAgilent 4155B/4156Bによる、

半導体デバイスの受入れ検査での自動

合否判定試験の一例を示します。*2

 4155B/4156Bは内蔵 HP Instrument

BASIC を使用することにより、測定

画面以外に独自の試験用画面を作成

する事ができます。図1.の例は、テ

ストするデバイスの選択画面の表示

で、オペレータはソフトキーでデバ

イスを選択します。

ここではソフトキー１の MOSFETを選

択します。

次に図2.の例のように、あらかじめ

登録しておいた MOSFETの測定パラ

メータ(ここでは Vth、BETA、Rdson、

Gm)とそれぞれについての上限値･下

限値を表示させます。この例ではデ

バイスを接続後、テスト実行用ソフ

トキーを押すだけで、上記のパラ

メータが自動解析機能により抽出さ

れ、図3.のように Result として表

示されています。さらに、各パラ

メータの上限値･下限値の範囲内に

入っているかをプログラムが自動判

定し、結果を Status に表示させて

います。

図 4．しきい値電圧測定例

図 5．Excel への取り込み例
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このようにあらかじめ設定しておい

たセットアップ･ファイルを呼び出す

かたちで試験を行うため、オペレー

タは目視や手作業による解析なしに、

ソフトキーを１回押すだけでデバイ

スの合否を自動で判定できます。

またパラメータの値と判定結果だけ

ではなく、テスト中に特性曲線およ

びその解析過程をリアルタイムで確

認したい場合には、図4.のように測

定画面を表示させることも可能です。

この例はしきい値電圧を求める際の

特性曲線を表示したものです。これ

により、試験の判定結果が連続して

不合格になったような場合に、グラ

フ上で特性を確認することにより、

その原因を推定することができます。

このように、ソフトキーによる簡単

な操作で効率的な受入れ検査が実現

できます。

さらに試験終了後、データを 4155B

/4156B 内蔵のDOS互換フォーマット

のフレキシブル･ディスク、あるいは、

ネットワーク・ディスクに ASCII

フォーマットでセーブすれば、パー

ソナル･コンピュータに簡単に取り込

み、統計解析ソフトウェアで統計処

理が行えます。図5.は、パーソナル･

コンピュータ上でMicrosoft© Excel

でデータを直接読み統計解析を行っ

た例です。

まとめ

この例のように Agilent 4155B/4156B

を使用すると、これまで熟練のオペ

レータに頼ったり、外部コントローラ

での複雑なプログラミングを必要とし

ていた半導体デバイスの受入れ検査な

ども、オペレータがソフトキーを押す

だけで簡単にテストが実行できます。

これによりテスト時間の大幅な短縮は

もとより、個人差をなくしテスト結果

の信頼性の向上が実現できます。また

HP Instrument BASICからGPIBを介し

て外部機器のコントロールもできる

ので、  4155B/4156Bと GPIBインタ

フェースを持つハンドラを組み合わ

せて、大量のデバイスの自動試験を

行うことも可能です。

4155B/4156Bで新しく追加されたネッ

トワーク機能を使う事によりNFSサー

バ上のネットワーク・ディスクを扱

うことができます。この機能を使え

ば、内蔵のフレキシブル・ディスク

を使うよりも高速にファイルにアク

セスできますので、作業効率が向上

します。

*1:自動解析機能の詳しい説明については、
"アプリケーション・ノート4156－2 半
導体パラメータの自動抽出" (アジレン

ト・テクノロジー P/N 1A710) をご参
照ください。

*2:この例で使用しましたHP Instrument
BASICの Programは 4155B/4156Bに、
同梱されておりますSample Programに

入っております。

MicrosoftはMicrosoft Corporationの登

録商標です。Lotus 1-2-3はLotus Devel-

opment Corporationの登録商標です。


